Президиум Российской академии наук постановил: 

присудить премию имени А.Ф.Иоффе 2008 года кандидату физико-математических наук Басуну Сергею Александровичу (Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН), академику Каплянскому Александру Александровичу и доктору физико-математических наук Новикову Борису Владимировичу (Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН) за цикл работ «Спектроскопические исследования фотоэлектрических явлений в кристаллах».   

Цикл включает в себя 70 работ, опубликованных в ведущих научных журналах. Авторами открыто и детально изучено новое физическое явление - спонтанное образование под действием света в примесных диэлектриках (Аl2Оз:Сг) устойчивых доменов сильного электрического поля. Наблюдалась отрицательная абсолютная электрическая проводимость оптически возбужденного концентрированного рубина. С помощью высокочувствительной методики измерения малых (до 1 фА) фототоков в диэлектриках экспериментально исследованы спектры возбуждения фотопроводимости оксидных диэлектриков, легированных ионами 3d- и 4f- групп. Установлена роль фотоионизационных переходов в полной энергетической схеме системы «кристалл -примесный ион» в оптических и фотоэлектрических явлениях в примесных диэлектриках. Экспериментально установлен микромеханизм «фотохимического» выжигания «дыр» в  неоднородно уширенном контуре бесфононных линий в примесных кристаллах, где образование «дыры» вызвано спектрально-селективной фотоионизацией примеси. Изучена роль фотопроводимости и фотовольтаического эффекта в создании голографических решеток в фоторефрактивных кристаллах ниобата лития, легированного железом. В различных классах полупроводниковых соединений исследована роль фотоэлектрических процессов, связанных с участием свободных и локализованных экситонов. Показано, что тонкая структура низкотемпературных спектров фототока может быть использована как тонкий спектроскопический метод исследования экситонных состояний, что в настоящее время широко применяется для изучения объемных кристаллов и наноструктур различного типа. Работа актуальна, носит энциклопедический характер и заслуживает самой высокой оценки. 

